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ヘリウム（He）の線強度は，電子密度と温度の計測に利用されており，手法の妥当性
は様々な直線型装置で実施されてきた。今回，直線型装置Magnum-PSIで発光分光法
（OES）を行った。この装置では，他の直線型装置に比べてはるかに密度が高く，使
用した密度範囲は1-8e20 m-3で、388-728 nmの波長範囲で9つの発光線強度を使用し、
衝突放射モデルとの比較に基づいてneとTeを推定した。特に、トムソン散乱とOES測
定結果の比較に基づいて、輻射捕獲の効果等に関して議論する。 
 


